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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -
Part 4-20: Testing and measurement techniques —

Emission and immunity testing in
transverse electromagnetic (TEM) waveguides

FOREWORD

this end and in addltlon to other activities, IEC publishes International
Technical Reports, Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guijdes

governmental organizations liaising with the IEC also part|0|pate i
with the International Organization for Standardization (ISO
agreement between the two organizations.

and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable effqrts \ t re that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

the latter.

5) IEC itself does nof _provide
assessment serw i
services carried out by i

8) AttentionN ¥ to ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensabte_forthe sorreef application of this publication.

9) Attention is draw possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shafl not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61000-4-20 has been prepared by 77B: High-frequency
phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility, in cooperation with
CISPR (International Special Committee on Radio Interference) subcommittee A: Radio
interference measurements and statistical methods.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2003 and its
amendment 1 (2006), and constitutes a technical revision.

It forms Part 4-20 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in accordance
with IEC Guide 107.

The main changes with respect to the first edition of this standard and its amendment are the
following:

e consistency of terms (e.g. test, measurement, etc.) has been improved;
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e clauses covering test considerations, evaluations and the test report have been added;
o references to large TEM waveguides have been eliminated;

e anew informative annex has been added to deal with calibration of E-field probes.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
77B/637/FDIS 77B/641/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be foynd_in the report on
voting indicated in the above table.

A list of all parts of the IEC 61000 series, published under the
compatibility (EMC), can be found on the IEC website.

"http://webstore.iec.ch" in the data related to
the publication will be

* reconfirmed,
* withdrawn,
» replaced by a revised edition, or
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INTRODUCTION

IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology
Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels
Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the
committees)

he product

Part 4: Testing and measurement techniques
Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation g

Installation guidelines

Mitigation methods and devices
Part 6: Generic Standards
Part 9: Miscellaneous

Technical Specification
sections. Others
second number ide

HEMP transié
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-20: Testing and measurement techniques —
Emission and immunity testing in
transverse electromagnetic (TEM) waveguides

1 Scope and object

electrical and
< aveguides.
These types include open structures (for example, striplines and<{electtomagnetic pulse
simulators) and closed structures (for example, TEM cells). These& st ¢

classified as one-, two-, or multi-port TEM waveguides. The freque

This part of IEC 61000 relates to emission and immunity test method

The object of this standard is to describe

e TEM waveguide characteristics, including
limitations;

o test set-ups, procedures, and in TEM

waveguides and

radiated emission testing

o test set-ups,
waveguides.

Qr radiated immunity testing in TEM

NOTE Test methods are |[defing A Q or measuring the effects of electromagnetic radiation on
equipment and the efectr i issi am eguipment concerned. The simulation and measurement of
electromagnetic ra i e or quantitative determination of effects for all end-use
installations. The test\me i ed for a primary objective of establishing adequate repeatability

spedify the tests to be applied to any particular apparatus or
of this standard is to provide a general basic reference for all

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050(161), International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 161: Electromagnetic
compatibility

IEC 61000-2-11:1999, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2-11: Environment -
Classification of HEMP environments

1 These other distinct test methods may be used when so specified by product committees, in consultation with
CISPR and TC 77.
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IEC 61000-4-23, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-23: Testing and measurement
techniques — Test methods for protective devices for HEMP and other radiated disturbances

IEC/TR 61000-4-32, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-32: Testing and measure-
ment techniques — High-altitude electromagnetic pulse (HEMP) simulator compendium

IEC/TR 61000-5-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 5-3: Installation and mitigation
guidelines — HEMP protection concepts

CISPR 16-1-1, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring
apparatus

CISPR 16-1-4, Specification for radio disturbance and immunity m
methods — Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring
test sites for radiated disturbance measurements

easuringy apratus and

CISPR 16-2-3:2006, Specification for radio disturbance apd_im ing apparatus
and methods — Part 2-3: Methods of measurement of distt Qe 9 y
disturbance measurements

CISPR 22, Information technology equipment —
methods of measurement

O
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-20: Techniques d’essai et de mesure —
Essais d’émission et d’immunité dans les guides d’onde TEM

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mopdiale \de normalisation

2)
3)
4)
5)
6)

7) a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

papticuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités

¢judice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre

soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais

de justice ant de Ia publlcatlon ou de Iutlllsatlon de cette Publication de la CEIl ou de

toute
8) L'attentio g références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications

référencées ex obllga Qire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée _gur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CElI 61000-4-20 a été établie par le sous-comité 77B: Phénoménes
haute fréquence, du comité d’études 77 de la CEl «Compatibilité électromagnétique», en
collaboration avec le sous-comité A du CISPR (Comité international spécial des perturbations
radioélectriques): Mesures des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition parue en 2003 et son
amendement 1 (2006) et constitue une révision technique.

Elle constitue la partie 4-20 de la CEI 61000 et a le statut de publication fondamentale en
CEM conformément au Guide 107 de la CEl.

Les principaux changements par rapport a la premiére édition de la présente norme et a son
amendement sont les suivants:
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e amélioration de la cohérence des termes (par exemple essai, mesure, etc.);
e addition d’articles couvrant les considérations d’essai, les évaluations et le rapport d’essai;
e suppression des références aux guides d’onde TEM de grande taille;

e addition d’une nouvelle annexe informative dédiée a I'étalonnage des sondes de champ
électrique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77B/637/FDIS 77B/641/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informay e vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Pa

Une liste de toutes les parties de la série CEI 61009
Compatibilité électromagnétique (CEM), figure sur le sije-w

le titre général

Le comité a décidé que le contenu de la publicatign\de \bdse et\de ses/amendements ne sera
pas modifié avant la date de stahilité e web de la CEl sous
"http://webstore.iec.ch" dans les don iorf recherchée. A cette date,
la publication sera

e reconduite,
e supprimée,

e remplacée par une éditiQ

9,

e amendée.
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INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure

suivante:

Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement
Description de I'environnement
Classification de I’environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

Limites d’émission

Limites d’immunité (dans la mesure ou elles ne relévent\p esporsabilité des

comités de produits)
Partie 4: Techniques d’essai et de mesure

Techniques de mesure

Techniques d’essai

Partie 5: Directives d’installation et d
Guide d’installation
Méthodes et dispositifs d’atténuatio
Partie 6: Normes générig

Partie 9: Divers
Chaque partie est e plusieurs parties, publiées soit comme normes
internationales, eChniques ou rapports techniques, dont certaines
ont déja été publiees D’autres sont et seront publiées avec le numéro de
la partie suivi d’u S ttendldn second chiffre identifiant la subdivision (exemple:
CEI 61000-6-1).
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-20: Techniques d’essai et de mesure —
Essais d’émission et d’immunité dans les guides d’onde TEM

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEI 61000 concerne les méthodes d’essai d’émission et d'immunité
pour les matériels électriques et électroniques utilisant différents type§ de>guides d’onde
transverses électromagnétiques (TEM). Ces types comprennent des sifuctures oyvertes (par

TEM.

L'objet de cette norme est de décrire

e les caractéristiques des guides d’onde TEM
et les limites de tailles des matériels

e |les montages d’essai, 2 ences pour les essais d’émissions

e les montages d’es a| 5 S exigences pour les essais d’immunité
rayonnée dans les S

NOTE Dans cette J At ) i soNnt deéfinies afin de mesurer les effets des rayonnements

électromagnétiques sw atéri 5. émiSsions électromagnétiques venant des matériels concernés. La

simulation et la mesure S ¢lectromagnétiques ne sont pas suffisamment exactes pour une

détermination quanti 3 es les installations des utilisateurs finaux. Les méthodes d’essai

Cette noyme iS&. ps pécifier les essais devant s'appliquer a des appareils ou

i 3 Rut principal de cette norme est de donner une référence de base
g comités de produits CEIl concernés. Pour les essais d’émission

3 gue les comités de produits sélectionnent des limites d’émission et des
méthodes d’essai en/consultation avec le CISPR. Pour les essais d'immunité rayonnée, les
comités de produits restent responsables du choix approprié des essais d’'immunité et des
limites a appliquer aux matériels relevant de leur domaine d’application. Cette norme décrit
des méthodes d’essai qui sont indépendantes de celles de la CEI 61000-4-3.1

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

1 Ces autres méthodes distinctes peuvent étre utilisées lorsqu’elles sont ainsi spécifiées par les comités de
produits, en consultation avec le CISPR etle TC 77.
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CEI 60050(161), Vocabulaire Electrotechnique International — Chapitre 161: Compatibilité
électromagnétique

CEI 61000-2-11:1999, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 2-11: Environnement
— Classification des environnements IEMN-HA.

CEI 61000-4-23, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-23: Techniques d'essai
et de mesure — Méthodes d'essai pour les dispositifs de protection pour perturbations |IEMN-
HA et autres perturbations rayonnées

CEI/'TR 61000-4-32, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-32: Testing and measure-
ment techniques — High-altitude electromagnetic pulse (HEMP) simulator compendium
Disponible en anglais seulement.

CEI/TR 61000-5-3, Compatibilité électromagnétique (CEM)
d'installation et d'atténuation — Concepts de protection IEMN-HA

Guides

CISPR 16-1-1, Spécifications des méthodes et des apparei perturbations
radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioéfectriqs je\]-1: Appareils de
mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité Xurb radioélectriques

CISPR 16-1-4, Spécifications des mé odes e esure des perturbations
rad:oe/ectr/ques et de I'immunité aux ¥ j0¢ iqires — Partie 1-4: Appareils de
mesure des perturbations J 5 aux perturbations

radioélectriques — Antennes et empla S \pour les mesures des perturbations
rayonnées

rayonnées

CISPR 22, Appar
radioélectriques

et m hode de mesure
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